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. jacych czesci manipulacyjnych robotéw IRb-6. i’ IRb-60.

-umozliwiajgcego testowani@ poprawnosci dziatania oraz - w miare

Watge

Niniejsza bracajest‘nastepstwem decyzji dotyczécych'opracowania
uktadu bazowego rodziny zunifikowanych ukiadéw dla réznych
robotéw przemysiowych oraz ukiadu stgrowania dla obecnie istnie

Dnia 1983.06.30 zakoriczono opracowanie" i uzgodnienié zatozen
techniczho-ekonomicznyéh dla ww. ukadéw /sprawozdanie PIAP

nr rej} 5059/ oraz rozpoczgto prace projektowe nad podzespotami
ww. ukiadu sterowania. .

Potrzeba opracowania testera powstaila na\etapie przygotowan

ZD PIAP do produkcji ukiadéw sterowania /IV kwartal 1984/.
Zgodnie z‘zqmyslem ZD PIAP, tester ma pglni§ role "przyrzadu”

+

potrzeby - uruchomienia ukXadu sterowania.

~

N
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1/ Wysoka zXozonos$¢ przewidywanego rozwiazania testera stwarza
konieczno$é zbudowania tego urzadzenia na bazie..systemu-
mikroprocesorowego. )

2/ Elektroniczna cze$¢ testera bedzie bazowaha na systemie
mikroprocesorowym INTELDIGT :EES-PROWAY,

hd . N

3/ W celu'zapewnienia komunikacji operatora z systemem mikropro
cesorowym, tester zostanie wyposazony W monitor ekranowy'
z klawiatura.

4

4/°Do opracowania i wprowadzania programéw uzytkowych do tester:

zostanie wykorzystany minikomputér SM~-4. Po opracowaniu

" programy uzytkowe beda wpisane doipamieci trwalej EPROM
W testerze. . . '

5/ Koﬁstrukcja testera musi umozliwié Xatwa zmiane jego miejsca
pracy. ’ ' )

~
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3. Organizacja_testowania. 3 S -

3.1. ZaXozenia \

_ Przewiduje sig, ze tester bedzie wykorzystywany W procesie

' produkcji uk*addéw sterowania robotdéw, zgodriie ze schematem
pbstepowahia'brzedstawionym na rys.l. Proces ten jest podéielo

ny, na cztery fazy:

- faza 0, w ktérej odbywa sie wytwarzanie oraz uruchamianie
podzespotdéw wchodzacych w sklad uktadu sterowania robotéw
JUSR/, |

’ ~ faza 1, w ktorej odbyWa si@ﬂpestowanie’pakietéw USR, -~

-

- faza‘2, w ktérej odbywa sig montaz i uruchamianie szafy
sterowniczej USR bez pakietéw,

- faza 3, w ktérej odbywa sie testowanie poprawnosci wspoéiprac
wszystkich podzespotéw wchodzacych w sktad USR.

Ponizej omdéwiono pracg¢ testera w poszczegdlnych' fazach testo~
wania, natomiast sposéb testowania omdéwiono w rozdziale 5.

3.1.1. Faza O testowania

W fazie O nastepuje uruchamianie podzespoiéw USR. Tester
peini w tym czasie roie generatofa wytwarzajacego impulsy
niezbedne do oceny poprawnosci dziatania elementéw znajduja-]
cych sig na uruchamianym pakiecie. Oceng poprawnosci dziakta-)
nia przeprowadza cziowiek, na podstawie analizy przebiegéﬁ
dbserwowanych przy pomocy oscyloskopu lub miernikéw
elektrycznycﬁ. ‘
W fazie O zostajé dobrane wartosci niektdérych elementow,
przewidzianych przez konstruktoréw do ustalenia podczas

. uruchamiania zgodnie z ich zalecenianmi.

_3.1.2._Faza 1 testowania

Faza 1 testowania zapewnia przetestowanie poprawnosci
dzia;ania‘pakietéw USR. W tej fazie testowania oceny +e3
dokonuje sie przy pomocyltestera w sposdb automatyczny. |
Testowaniu podlegaja nastepujace pakiety USR: )
pakiet kontroli MW 31, ‘

pakiet 16 wej$c¢/16 wyjséc MC 42,

pakiet sterownika polozenia MA-=71, {5"
pakiet zasilacza resolwerdéw MZ-70,

. .- L )

i t ]
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3.1 04‘-'
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oraz panel programowania. ) )

Czynnodci przy testowaniu w fazie 1 83 nastepd;ace /rys 1/

1/ wprowadzenie instrukcji testowania przy pomocy -
klawiatury monitora ekranowego, _ ;o

2/ odczyt wyniku testowania, ) '

3/ przekazanie sprawnego podzespoiu do magazynu lub
zwrot niesprawnego podzespoizu do poﬁtéknégq uruchamia-
nia /rys.;/. -

Przyklad'komunikowénia'si@ operatora z testerem przy -

pomocy monitora ekranowego w fazie 1 testowania: T '

Operator: Testuj pakiet MW-31
Tester: Paklet MW-31 przyjety do testowanla

~

Tester: Koniec testowania.
'Paklet MW-31 sprawny ‘
/Pakiet MW-31-niesprawny, uszkodzony

zestaw 2, Zestaw 2 = 51,82, C4 CS ,R1,R2/

w przypadku wykry01a niesprawnosci w pakiecie, zostaje
wskazany zestaw elementéw pakletu, W ktérym wyst@puge'
uszkodzenle. /W W . przyklad21e sg to: obwody scalone
$1,s2, kondensatory C4,£5 i rezystory R1,R2 -~ stanowigce
zestaw 2/. ' ‘ ' ‘

Przez zestaw elementdéw pakietuy rozumie sie zbidr elementd
dajacy sig¢ okreslic przy pomogy mlnlmalneJ ilodci- sygnalé
wejsciowych i wyj501owych pakietu.

Faza 2 testowania

[y

W fazie 2 nastepuje sprawdzenie poprawnoéci dziakania
podzespoéw montowénych“w szafie sterowniczej USR.
Zgodnie z ry€.1, testowanie szafy sterowniczej odbywé@si@
recznie za wyjatkiem zespoiu zlébz,.tesfowanych éutomatyc
nie. Testowanie podzéspoiléw szafy sterowniczej odbywa sig
po ich zamontowaniu w szafie sterowniczej. Sposéb testowa
nia szafy sterowniczej omdéwiono w rozdziale 5.1. '

<
Faza 3 testowania

Faza 3 testowania umozliwia sprawdzenie poprawnosci.
wspéipracy pakietéw USR umieszczonych w szafie sterownicz

Rys.1 przedstawia kolejno$¢ wprowadzania pakietéw do -

plateru. ‘ .



3.2.

-

W przypadku stwierdzenialn;eprawidlowoéci vi dziataniu
urzadzenia po wsunigciu kolejnego, pakietu, jako przyczyneg
niesprawnosci przyjmuje sie uszkodzenie tego pakietu. A
Powoduje to skierowanie ‘ostatnio wprowadzanego pakietu do
powtédrnego testowania /faza 1/, a nastepnie uruchamiania
/faza O/. W przypadku, .gdy jest to paklet standardowy, _
stwierdzenie uszkodzenia pakietu powoduje. odrzucenie go z
zestawu. pakietéw przeznaczonych do skompletowania'pelnego
USR /rys.1/. Inny warlant postgpowania w przypadku wykryc1a
niesprawnosci- w pak1e01e standardowyn oméwiono w rozdz. u.3.

A

Glebokoéc testowania. -

- e r o -~ - -

Z zasady dziatania testera w fazie 1 wynlka, ze ewentualna
usterka w pakiecie zostaje okredlona z dokadnoscia do zestaw
elementéw /rozdzial .3.3./. Gieboko$é. testowania, Ezyli
zdolno$é do okredlania zestawu minimalnej ilosci elementdw
pakietu, zalezy oa moZliwoéci dostgpu do sygnalodw wewngtrznyc
pakietu. Ze wzgledu na wyprzedzenle prac konstrukcyjnych

w stosunku do prac nad testerem /rozdzial 1/, gk@bokosc
testowania jest z géry ograniczona. W przypadku koniecznosci
zwigkszenia glebokos$éi testowania /np. na zyczenie producenta
USR/, zostana zaproponowane zmiany w ukXadach elektronicznych
pakietdw, 2apewniajgce osiagni@cie tego celu. )

D o oy A T T i . A WD " A - " o -y o

Jak wczesnleJ wskazano /rozdziai 3.1.4/, tester opracowywany
W nlnlerzej pracy nie jest przew1d21any do testowania i.
uruchamiania pakietow standardowych systemu INTELDIGIT
#Em-PROWAY . Jednakze koncepcga rozwiazania technlcznego tego
urzadzenia /rozdzialt 2/, wskazuje na mozllwoscvtestowanla,
przy pomocy testera, ww. pakietéw standardowych’ W tym celu
konstruktorzg pakietéw sténdardowych powinni opracowad progra
testujace, ktére nastgpnie zostalyby wprowadzone do pamlec1
statej testera. Ponadto po podjeciu decyzji o wspélpracy
konstruktoréw pakietdéw standardowych z pracownia testerdw,
nalezatoby sformutowaC wymagania na urzadzenia dodatkowe
testera umozliwiajace testowanie pakietdw standardowych.

Decyzja o rozszerzeniu mozliwosci testowania o pakiety °

standardowe nie moze zostad pOdJQta w Pracowni Testowanlb,
i Dlagnostykl USR. L%ﬂ
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. 1/ UkZzad sterowania . , -

4.2,

4.2.1. Ukkad sterowania.

,umieszczone pod blatem biurka.

==~ SR

W sktad testera wchodza nastepujace zespoiy:

2/ Blok zasilania

3/ Monitor ekranowy z klawiaturg

4/ Zespéi przyiaczy . \

5/ Urzadzenia dé&atkowe , . -
6/\Aparatura pomiarowa'/dobierana wg. potrzeb uzytkownika

" testera/. , \ , ‘ )
Konstrukcja mechaniczna testera jest przedstawiona'ha rys.2.
Uklad sterowania i blok zasilania zostang umieszczone w
szafTie sterohniczej typu MW 1010, umieszczonej pod metalowym
biurkiem stanowiacym podstawe konstrukcji mechanicznej
testera. Monitor ekranowy z klawiatdra zostanie umieszczony
na biurku. Zespbi przylaczy i urzadzenia dodatkbwe'zostan@

Aparatura pomiarowa /oscyloskop, .mierniki/ beda ustawiane na
biurku, w zaléznosci od potrzeb obsiugi testera. '
Ponadto przewidziano mocowanie testowanego pakietu do blatu
biurka testera /rys.2/.- ' ' '
Opis_zespoldw_testera.

~

[
UkZad s;éroﬁania zostanie wykonany na bazie’éystemu‘
INTE}DIGI{-PROWAY /rbzdzial 2/. Do budowy ‘testera przewiduj
sie zastosowanie nastgpujacych pakietow: - ’ .
- jednostka centralna 16-bitowa ‘wykonana na mikroprocerze
I 8086 /pakiet MM 86/, '

pakie't rozszerzenia pamieci ML-50

pakiet rozszerzenia pamigci danych ML 30
pakiet kontroli MW 30

pakiet sprzeéenia’z pami@cia‘kasetowa MI 50.-

N




Dla zapewnienia przesyiu informaéji miedzy testérem, a
uktadem sterowanla robota zostana skonstruowane ukady
1nterferu zapewnlagacego wysytanie i przyjmowanie
sygnaléw z testera na szyny kasety USR oraz na zlacza
’ " piyt czotowych pakietéw USR. i
. T+ CzeSC ww. funkcj1 beda peinic paklety MC 44 ktore weJda A
' w skiad opisanego interferu. '

-

4 2.2. Blok zasilania.

- Tester bedzle za31lany naplec1em 51e01owym 220V+ig%.
Nie przewiduje sig mozliwos$ci zasilania testera

Cz akumulatoréw. W bloku zasxlacza beda zastosowane 288118-
cze typu - EZS wytwarzaJace naplecn? +24V, +1BV, +12V, =5V,

-15V. . ) - . -

4,2.3. Monitor ekranowy z klawiaturg.-

W sktad testera bedzie wchodzid monitor ekranowy typu
7953 VGD z klawiatura typu 7953 vgd.

4.,2.4, Zespél przylaczy.

~ H = M
Zespol przy&aczy ma zapewnic rozdzial i przesyt sygnazow
do- poszczegélnych pakletéw i zespoiow USR. Zespdi ten -

o " zawiera przylacza doaczone do interfejsu ukzadu sterowan1

(%4 . -~

4,2.5, Urzadzenia dodatkowe.

. - w- testerze bedzie wystepowac szereg urzadzen - nie wymle-
nlonych w rozdzialg 4.2, ktére beda ‘peinic¢ wyspecjalizowan
funkcje przy testowaniu pakietdéw i zespoldw. Zostana one
szczegélow6 opisane w.etabie 3 pracy pt.: "Projekt wstepny
testera”.

~

-

\ \

= e == ok oty w v o om e ==
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_ ' Z organizacji testowania wynika /rozdziai 3/, 2e czgsé testowa
- " . nia przeprowadza sieg recinie - przy wykorzystaniu klasycznych
przyrzadéw pomiarowych, a czeéé w .sposdb automatyczny.’
W celu opracowania testowania'automatyc%nego nalezy przeprowa-
dzi¢ nastepujace prace projektowe i uruchomieniowe: oo §7

1/ okre$li¢ sygnaly wyjdciowe w funkCJl sygnaléw we3301owyc
kontrolowanego zespoiu /charakterystyka funkcjonalna -zespol
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2/ opracowaC sieci dzialaﬁ’dla mikrokomputera, na podstawie
. charakterystyk funkcjonalnych zespozow,
3/ przygotowac programy uzytkowe dla mlkroprocesora testera
wg. opracowanych sieci dziaian, i : v
4/ wprowadzié opracowane programy uzytkowe do mlkrOprocesora
testera oraz uruchomié tester. |
Prace projektowe, obejmujace pierwsze trzy z ww, punktéw
zostana wykonane W etapie-3 pracy /Punkt 4/ zostanle wykonény
w etapie 4 pracy /rozdzial 14/. :
Ponizej zostanie oméwiony reczny sposéb testowania=- obeJmuJacy
szafe sterownicza ‘USR -~ nie wymagajacy prowadzenia prac
oméwionych w.nn.rozdziaie.“

~

S.i;ﬂggoséb testowania szafy _sterowniczej USR.

Testowanie szafy sterowniczej Stanie opisane na podstawie
dokumentacji technicznej PIAP Nr 4428- 0001. : -
Ze wzgledu na to, e testoWanie szafy sterowniczej odbywa
v1n§£eLbezikasetymﬂﬂn&PROWAY nalezy wykona¢ ~ opisane ponizej
. dodatkowe przyrzady i ukiady testujace, symulujace sygnazly
wysytane z:kaseﬁymﬂﬁa-PROWAY do szafy sterowniczej. W analo-
giczny sposdb bedzie testbwana szafa sterowniczna IRp-60.
5.1.1. Dodatkowe przyrzady i uklady testujece dla_szafy sterowni-

czej USR. ' ' : y

5.1.1.1. L@ézéwki testujace.

VL celu zasymulowania sygnaiéw sterujacych przesyianych
z USR.do zespolu bezpiecznikdéw i stycznlkow nalezy
wykona¢ kaczéwkl testujgce: ‘ ‘
~ X7T, zastepujaca taczéwke X7, Sme1UJQCQ sygna# Uok

‘ - X6T, zastepujaca taczowkeg X8, symulujaca syghat

CONTROLREADY,
- - X4T, zastepujaca taczdéwke X4, symulujaca sygna
* wytacznikow nadm1arowo~pradowych TN

- X1T, zastgpujaca aczowke X1, symuluj@ca sygnak

- e wyZacznika kraticowego ..

t




-

5 1.2.

7° Wsunaé taczéwke X7T i powtdrzyé sprawdzenie dzialania

5.1.;.2. Ukzad symuiujacy_grzahié sie wnetrza szafy sterowniczej.

W celu umozliwienia symulowania gﬁzgnia sie wn@trza'szafy
" stérowniczej proponuje sie wprowadzenie - do ukZadu
detektora temperatury - opornikéw testujacych, ktére w cza

sie testowania tego ukiadu beda ogrzewaly'rezyston termo-
metryczny umieszczony na piytce detektora temperatury.

Przy testowaniu oporniki testujace beda zasilane nap1ec1en
dqprowadzonym do pfytki ukiadu.

’

Przebieg testowania. _ L -

Ponizej przedstawiono kolejnoéc dziazan przy testowaniu >
szafy<sterown1czeg 'USR. Natomiast szczegobiowa instrukcje
testowania féj czeéci USR zostanie opracowana w etépie

3 pracy /rozdziak i4/. o - '

Przed przystapieniem do ‘testowania i uruchamiania szafy
sterownlczej wszystkie podzespoly szafy musza byc¢ zamont o~
wane zgodnle z doKumentacja technmCZnQ Nas tepnie nalezy

kolejno: - “ : ' E

1° DoZaczyé naplecie zasilajace do szafy sterownlczej
/ark 9/, i . " -

29'Zasymulowac zamkn1@c1e drzwi szafy poprzez zwarcie
przelacznlka D5 [fark. 9/, . _

3° Sprawdzlc napigcia wyjsciowe transformatora B.31.1

-

/ark.9/, ‘ i N
4% Wsunad taczéwki X1T, X4T, X6T i sprawdzi¢ dziatanie stopu

A

awaryjnego przy pomocy brzygiskéw stopu i kasowaniu
stopu awaryjnego /ark.10; 11/,
5° Sprawdzi¢ dzialanie péistopu awaryjnego przez zwarcie
Lz2.8 z Lz.2.9 /ark.10/,
Sprawdzi¢ dzialanie przetacznika "gotowos$¢" przy pomocy

~

przycisku, przy braku sygnazu Ugi fark.10/,

- gotowosci /dziatanie stabilne przy zasymulowanym sygnale

Y

/

ok/n
g° Sprawdzic napigcia we wszystkich punktach ich podlqczen

wg. dokumentacji technicznej /ark.8/,
g° Zataczyc przekaczplk BATERIA i sprawdziC¢ napiecie ‘
' bateryjne /ark.i2/, '



7

9

‘ 1Q° Sprawdzi¢ dziatanie detektora temperatury przez zasile~:
nie opornikdw testujacych, ogrzewajacych rezystor .
termometryczny /rozdz. 5.1.1.2/, .

'

Sprawdzi¢ dzialanie przelacznika "praca" i obwodéw

dziazajacych przy uruchomionym styczniku pracy /ark.ld/v
Sprawdzic napigcia wyjsciowe transformatorow sieciowych
Ql B.Sl '2, Ql.GS,‘Ql.GA /ark.ZO/, ) ‘ 7
Sprawdzié dziatanie prostownikéw tréjfazowych przez

dotaczenie oﬁbiaienia zastgpczego_ i obserwacje oscylo-
skopowa /ark.20/, ‘ ) '

Sprawdzi¢ dziatanie ukladu iloczynu sygnaléw pradowych
i przekaznika OVERCURRENT, . -

Spranwdzié¢ dziatanie lampek kohtfolnych panelu operacyjn;
'go /ark.11/ poprzez podanie napigcia +24V-w punkty
2,4,10,9,3 ziacza X1,

A

Sprawdzi¢ obwody przerwan sterujgcych pakiet kontroli
MW-31 /ark.12/ poprZez pomiar rezystancji tych obwodéw,

Sprawdzié dziatanie wylacznikdéw nadmiarowo~pradowych
poprzez zasilenie tych wyZacznikow pradem przekraézajacy
wartoéé_znam;on6ha.~Bediie to realizowane przy pomocy

transforméforéw testujacych, zaprojektowanych w etapie
"3 pracy. ' ot

-

-
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erature_i_wilgotnosé_wzgledna.
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Tester powinien by¢ zdolny do pracy w warunkach temperatury
i wilgotno$ci wzglednej:
' +6°¢ - +40°%

5% ~ 90%

temperatura:

wilgotﬁﬁé wzgledna:

Tester powinien byé wytrzymaty na transport i przechowywanie
w temperaturze i wilgotnodci wzglednej:

~-25°% -~ .- +70°C
5% - 100% z kondensacja,

temperatura:

wilgotnosc wzgledna:
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8. énaliza potrzeb_rynku wewngtrznego.

62 wytrzxmaloéé na_udarx mechaniczne.

6.3. Stopien_ochrony_obudowy.

Jak wczesniej wskazano, opracowanie testera jest realizowane

-
i

.Zaktad Doswiadczalny PIAP. W chwili obecnej przewiduje sie

.ot i
‘wykonanie nastepnych testeréw dla MERA-ZAP - docelowego produ-

Zgodnie z PN-74/M=-42020 pkt. 2.3.2.

- +

IP 40 wg.~PN-79/E~-08106,

/

-
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Prace.naukbwo-badawcze przebiega¢ beda w nastepujacych

kierunkach: ‘ o ‘

- Badanie mozliwosci i drég_ugyskania'zéloionyéh funkcji
testera, - ’ - ‘ ' ’

- Opracowanie programdw u2yfkowycﬁ dla=zmikroprocesora testera.

¢

Pty T I Et T
- R 21— -F-F-F -5 F AR R R RS

w wyniku zgtoszenia zapotrzebowania na to urzgdzenie przez

wyprodukowanie ‘dwéch sztuk testerdwa Ponadto konieczne bedzie

centa ukiadéw sterowahia. s
) \ .
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Pqniiej’oméwipno testefy firmy ASEA oraz firmy SPEA oraz
poréwnano te testery z urzgdzeniem opracowywanym W nn.pracy.

P AT R A W S D Y o WD D A S AD -ty an - an N

Tester firmy ASEA skiada sig z dwéch piyt wkiadanych w )
kasete USR oraz z zespoiu zloZonego z priyciskéw; wyswietla~
cza alfanumerycznego, silniké'skokowego napedzajacego
.-resolwer, woitomierza‘cyfrowégo i ukiadu sterujacego. Wymie-~
nione zespoiy sa umieszcéone poza szafa sterownicza USR.
"Przy ' pomocy przyciskﬁw mozliwe jest wybieranie poszczegdl-
nych tesféw.'Wynik testowania jest wyswietlany na wyswietla-
CZu. bako jednostka centralna jest wykbrzystywana_CPU robota
Dwie piyty wktadane w késet@~zawieraja zapisany w pamieci
statej program testujacy oraz interfejs zapewniajacy
komunikacje miedzy jednostka cent%alne, a pozostatymi
czesciami testeﬁa,/nieﬁwchodzacymi w sktad szafy sterowni-
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~ Ukzad testéra potaczony jest ponadto z wej$ciami piyty -
sterownika poXozenia osi. Umozliwia to sprawdzanie wspdéipracy-
sterownika poiozenia z istniejacym w testerze resolwerem.
Jako pierwsza jest sprawdzana piytg jednostki centralnej
robota /a jednoczeénie testera/ Nastepnie mozna wktadad i
testowaé¢ kolejno plyty wchodzace w kasete ukiadu sterowania
‘robota. Jak JUZ wsponnlano, piyty sterownlkéw 0si sg testowa-
ne we wspélpracy z resolweren., Testowanle ‘sterownikéw mocy pol
g6 na sprawdzeniu wartosci’ nap1Q01a wyjéciowsgo przy zadanym
.sygnaie wymuszajacym pochodzacym ze sterownika poZozenia osi.
Sygnaz z tachogeneratora jest modelowany przez tester. Oprécz
wyzej wymlenlonych jest mozliwe testowanie wszystkich ukZaddw
znaJdUJacych sie w szafie sterownicze} i wspélpraCUJ@cych z

~

jednostka centralna ukadu sterowania robota. .
- b ’

‘ 9.2. Testery firmy SPEA. )

9.2.1. Testery typu AFL 50;1 AFL_70.

Firma SPEA specjafizuje sie w produkcji testeréw i dysponuje
. . - AN

szerokim asortymentem wyrobdéw przéznaczonych do testowania
pakietdéw. Mozna wéréd nich wymienié nastepujace:

AFL 50.1i AFL 70 - testery przeznaczone dla producentéw
_/malych i érednich, posiadajacych n1ezbyt duza ilosé typow

produkOWanych piyt., Testery te umozliwiaja:

- wykrywanie przerw i zwarc,

- pomiary Fezystancji.i pojemno$ci w zakresach

t - 2,5M , 1nF - 6800uF i

- téstowanie’dlod tranzystoréw i uktadéw §calonych

- testowanie piyt. '

- Producent zapewnia szybk1 czas programowanla testera dzi@km
zdolno$ci samouczenia sige na podstawie "testowania” ukladpw
uznanych jako dobre. WyZej'wymieﬁioﬁe typy_festeréw_mqga
, testowa¢ piyta uzywajac do 4096 punktodw pomiarowych dla

AFL 50; do 32760 punktéw pomiarowych dla AFL 70. ‘

9.2.2. Tester typu INTEST 100A. ~  ~ .

INTEST 100A - jest to tester przeznaczony-.do piyt aﬁalogowyc
hybrydowych, cyfrowych i pakietodw aktywn&ch z mikroprocesora
Tester wykrywa uszkodzenie z dokiadnoscia do ndézki ukzadu
scalonego i moze okresli¢ jego typ. \ ' lz{

\ i




9.2.,3. Tester. typu DIGITEST,

9.2.4. Tester typu UNITEST 100AP.

'903q

" . testowanie pakietéw z dokiadnoscia do zestawu /rozdz. 343/, a

 sprawdzane by¢ moga- wszystkle zeSpoly znajdujace sig W szafie

do uruchamiania pakietow 1 ukiadu sterowania. Ponadto

_ resolweren. . ffS"
. ‘ . . I RN S

"R SN

Ponadto mozliwe jest sprawdzanle pomylek montazowych taklch

‘jak " zamiana niektérych typéw elementéw i ich niewtasdciwe

’ wlutowanle. v ' ' . N
Tester przeprowadza 500 sprawdzen podstawowych na sekundg

Mozliwe do osiggnigcia czestotliwosd pracy zegara wynosi .

w WerSJl podstawoweJ do 1 MHz, a w wersji szybkiej do 10 MHz
Tak "duza szybkoéé uzyskana zostata dzigki zastosowaniu
ukzaddow multibrocésorowych.

DIGITEST jest to bardzo sZybki‘tester‘przeznaczony do
testowania plyt z uktadami LSI/VLSI. Zapewnia on mozliwodd
wykrycia -uszkodzenia z dokiadnoscia do nézki ukzadu
scalonego i okredlenia typu uSzkodzenia. Zaleta testera
jest duza ilo$¢. punktow . pomiarowych.

UNITEST 100AP - je'st to’tester przeznaczony do spfawdéania
_.zasiléczy} przetWorqikéw, moduiéw mocy oraz ukiadéw analogo-
wych i hybrydowych. Podobnie jak poprzednie charakteryzuje

sig¢ zdolnoscia do dokiadnej lokalizacji uszkodzenia.
Testery firmy SPEA wyposazone 88 W klawiature umozliwiajaca
wybieranie testéw i programowanie. Pan1e01a mas owa Jest -
fpamlec kasetowa. Wszystkle typy testerdw wyoosazone sa

w monitor ekranowy, na ktérym wyswietlane s@’ rezultaty ,
testowania. Cecha charakterystyczna w/w testerdw jest
mozllwosc wyboru duzeJ ilosci punktéw pomiarowych wewnatrz
pakletow, duza unlwersalnosc i szybkoséc. ’ _ ‘

\
- —

Poréwnanie opracowaﬁ zagranlcznych z_testerem ogracowanym

W PIAP . - . 3

N

Projektowany tester do ukZadu sterowania robota bedzie
bardziej: wszechstronny od testera firmy ASEA, Mozliwe bedzie

ponadto tester zapewnlac bed21e wszystkie sygnazy potrzebne

sterowniczéj. Testowanie piyt sterownikéw poiozenia osi
odbywaé¢ sig bedzie we wspolpracy z istniejacym w testerze
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i1.

‘Rozeznanie patentowe zostanie przeprowadzone dwufazowo. Faza
- pierwsza tj. analiza stanu techniki majgca na celu porownanie.
‘rozwigzan technicznych zastosowanych w testerze z podobnymi

. ! R \
_Prognoza_dotyczaca_wykonania_prototypu

- 13 - '

Pozdétakg sygnazy b;iychodzgce z poza uktadu sterowania
beda mogly byé symulowane. . g

W stosunku do wyrobdw firmy.SPEA projektowany tester
;apewnial~b@dzie znacznie mhiejsza‘gk@bokoéé testowania
/tyiko do zestawu a nie z'dokkadndécia do wyjscia ukZadu
scalonpgo/. W zwiazku z powyzszym quuruchamiania,pékietéw
konieczna bedzie praca wykwalifikowanej obsiugi zdolnej

do dokZadnego wykrycia uszkodzenia. - '

-

o e  my e S e = o o — e v o oy mm b e
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rozwiazaniami stesowanymi przez rézne firmy, zostanie prze-
p%bwadzonahw etapie pracy pt. "Wykonanie modelu uzytkowego
testera”. = . N

Faza druga tj. badanie bzystoéci patentowe]j zostanie przepro-
wadzona w etapie pracy "Wykonanie protétypu testera”.
Ponadto’ przewiduje sige dokonanie zgloszen patentowych
niektérych podzespoiow testera. S

VA ’ ¢

- F- AR g g

Przy realizaéji wyzej wymienionego fematu nie b@diie konieczni
Zakupowanie licencji, patentéw czy tez wzordw.uzytkowych. !
Wynika to'przede wszysfkim z mozliwosci wykonania testera Wl;
oparciu o krajowe podzespoly. Dopuszcza sig stosowanie pewnyc]
elementdw elektroﬁicinych produkcji KS. e

Z wstepnych ustalen z Zakiadem Doswiadczalnym MERA-PIAP -
wynika,ze prototyp testera zostanie wykonany w/tym zakzadzie
na podstawie dokumenfacji technicznej oprasowanej przez PiAP.
Spoéréd-podzespoiéw wchodzacych w skiad. testera najtrudniej
dostepna "jest obudowa MW 1Q10; Zaméwienie na obudowe zostaio
ztozone u produéénfa. Pﬁzewidywany czas oczekiwania wynosi
ok. 1-2 lata. | .

-
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Analiza kosztdw testera  obejmuje koséty zwiazane-z opracowa-
niem testera oraz kosit? wykonania testéra. ' "
Koszt podzespoildw WChédzacych w skZad testera wynosi okoio
1,5 mlin. zt. /w cenach z roku 1985/. Koszt urzadzeﬁ‘i
aparétury zakupionej w celu zbudowania testera wynosi oko#o
1,5 mln. zi. Koszt wynikajacy z pracy zespoiu ludzi nad
teéierem.wyniesie ok. 12 mln. zi. taczny kosztlépaeéewaaie{
" wyniesie zatem ok. 15 mln.zk. = ' -

— i e B o S e A . S SR A A S A e e - T -]
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Pfogbnowang harmonogram_pracy_nad_testerem.

" Obecnie jest wykonywany.étap 2 pt. "Opracowanie i ﬁykonanie
urzadzenia dla uquﬁomiéﬁia'i testowania uktaddw IRp-6
i IRp-60". Celem }ej pracy jest zapéwnienie mézliwoéci
wprowadzania programéw syéteﬁowych i uzytkowych do mikrdprobei
sora testera_/tqrmin zakonczenia 1985.12.15/. -
balszy przebieg pracy proponuje sig wykonywac wg. nastepuja--

¢

cego harmonogramu’

Etap 3: “Projekt wstepny testera”. W tym:
é/_projekt wstepny obudowy - -
b/ projekf wstepny ukiadu elektronicznego ]
“c/f opracbwanie sieci dziatan w celu przygotowania programéw
' uzytkowych dla testera. '

Termin zakoficzenia 1986.04.15.
Etap 4;'"Wykonanie dokumentacji szkicowej testera”
a/ obudowa . o ' )
b/ uktady elektroniczne - . oL
termin zakorczenia 1986.08.15.

’,

.~Etap 5: "Wykonanié, uruchomienie i przebadanie modelu
' - uzytkowego testera”. W tym:
a/ Montaz podzespoidéw w testerze /obudowa + ukiady elektronica

b/ Wprowadzenie programéw systemowych i uruchomienie testera
c/ Opracowanie i -wprowadzenie programéw uzytkowych testera,
termin zakolczenia 1987.06.15.

4

Etap 6: “Badania modélu pFiy uruchomieniu i testowaniu seri
informacyjnej /probnej/ ukzadéw steroWania_IRp-G i IRp-G?{Ti,
. . y N

- wykonanych w ZD~PIAP, Opracowanie Dokdmentacji Techniczno

Ruchowej /Instrukcja obslUgi/ oraz ‘dokumentacji umozliwiajacej
wykonanie’ urzadzenia w ZD~PIAP, termin zakonczenia 31988.02.28,
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Rys.2; Konstrukcja mechaniczna testera.
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